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Доменная структура (ДС) магнетика определяется его микромагнитным состоянием [1]. Анализируя параметры ДС, можно определить микромагнитные характеристики образца, в том числе локальные характеристики гетерогенной структуры. Самыми распространенными способами выявления ДС являются методы оптической и магнитно-силовой микроскопии (МСМ).  Метод МСМ отличается бóльшим разрешением и тем, что данные получают на основе анализа полей рассеяния ДС на минимальной высоте от поверхности. В результате сканирования мы получаем визуальное изображение полей рассеяния, которое так же представляет собой текстовый файл с данными, содержащими координаты траектории зонда при его втором (магнитном) проходе (рис. 1).

  [image: image1.png]File Format - ascil -
e o s, s e

Puc.1. U3o6pakenne OMEHHOM CTPYKTYPbI coefiuHerns SmCo5, NoNy4eHHOe Ha MarHUTHO-CUIOBOM MUKPOCKONe
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Рис.1. МСМ-изображение ДС на базисной плоскости монокристалла SmCo5 и текстовый файл с данными о траектории зонда.

Целью данной работы было разработать алгоритм автоматизированного анализа данных МСМ-сканирования базисной плоскости одноосных магнетиков, для определения средней ширины поверхностных доменов. Наличие этих данных позволит в дальнейшем рассчитать поверхностную плотность энергии доменных границ.

Стандартным способом оценки средней ширины доменов при анализе оптических изображений является метод случайных секущих [1]. В нем набираемые для статистики значения ширины доменов пропорциональны длине случайных секущих, проведенных по изображению, отнесенной к количеству пересечений этими секущими доменных границ. Для МСМ-изображений роль секущих заменяют линии сканирования зонда, а число пересечений с доменными границами определяется количеством локальных максимумов и минимумов вдоль линии сканирования.
Полученные в работе значения ширины доменов по данным МСМ хорошо коррелируют с результатами аналогичного анализа средствами оптической микроскопии. Показано, что при анализе МСМ-изображений на базисной поверхности магнетиков с анизотропией «легкая ось» необходимо учитывать высоту на которой регистрируются МСМ-профили полей рассеяния. 
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